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Plan prezentacii

 Wprowadzenie

« Segmentacja obrazu

e Charakteryzowanie — cechy

e Uczenie maszynowe

« Segmentacja nienadzorowana
* Proponowany algorytm

o Wyniki

e Dyskusja i wnioski
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Wprowadzenie

« Materiat badawczy
— Obrazy plastrow wedlin ze skanera
e Cel wyodrebnienie obszarow sktadnikéw farszu
» Ocena jakosci wedlin
- Wiasciwe proporcje sktadnikow
- Kontrola produkgcji
e Zastosowanie metod analizy komputerowej

- Automatyczne

- Wynik obiektywny i powtarzalny
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Segmentacja obrazu

* Pierwszy etap — wydzielenie
obszarow plastrow z obrazu.

« Segmentacja obrazu
— podziat obrazu na obszary,
wyodrebnienie obszardw istotnych
dla dalszej analizy.
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Segmentacja obrazu

Obraz iryginalny

A _a

Histogram jasnosci
dwumodalny

Domykanie i otwieranie |dentyfikacja
morfologiczne wygtadza obszarow

Obraz binarny brzeg obszaru
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Charakteryzowanie obrazu
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Charakteryzowanie obrazu

« Algorytmy obliczania cech

- Cechy statystyczne histogramu, wykorzystanie modeli koloréw

« RGB - skiadowe czerwona, zielona i niebieska (skorelowane)
YUV, YIQ — jasnosc, sktadowe roznicowe barw
« HSB - odcien, nasycenie koloru, jasnosc

- Cechy tekstury — czyli powtarzalnego wzoru postrzeganego
przez cztowieka jako jednorodny

» Zaleznosci przestrzenne rozktadu jasnosci
» Wspotczynniki transformaty obrazu (sktadowe czestotliwosciowe)
« Parametry modelu transmisji obrazu

- Cechy ksztattu — obliczane na podstawie wyznaczonego obszaru

* Rozmiar, proporcje, topologia, momenty geometryczne
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Uczenie maszynowe

Cel uczenia maszynowego
— wytworzenie regut klasyfikacji
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Uczenie maszynowe

« Cel uczenia maszynowego
— wytworzenie regut klasyfikacji

« Uczenie nienadzorowane
— Analiza skupien (klasteryzacja)
— Okreslenie granic decyzyjnych
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Uczenie maszynowe

« Cel uczenia maszynowego
— wytworzenie regut klasyfikacji

« Uczenie nienadzorowane
— Analiza skupien (klasteryzacja)
— Okreslenie granic decyzyjnych
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Uczenie maszynowe

Cel uczenia maszynowego
— wytworzenie regut klasyfikacji

Uczenie nienadzorowane
— Analiza skupien (klasteryzacja)
— Okreslenie granic decyzyjnych

Uczenie nadzorowane
— Redukcja cech

— Analiza dyskryminacyjna
— Okreslenie granic decyzyjnych
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Uczenie maszynowe

« Cel uczenia maszynowego
— wytworzenie regut klasyfikacji

« Uczenie nienadzorowane
— Analiza skupien (klasteryzacja)
— Okreslenie granic decyzyjnych

e Uczenie nadzorowane
— Redukcja cech
— Analiza dyskryminacyjna
— Okreslenie granic decyzyjnych

 Problem nadmiarowosci cech
| przeuczenia
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Uczenie maszynowe

« Cel uczenia maszynowego
— wytworzenie regut klasyfikacji

« Uczenie nienadzorowane
— Analiza skupien (klasteryzacja)
— Okreslenie granic decyzyjnych

e Uczenie nadzorowane
— Redukcja cech
— Analiza dyskryminacyjna
— Okreslenie granic decyzyjnych

 Problem nadmiarowosci cech
| przeuczenia
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Segmentacja nienadzorowana

Dla kazdego punktu
obrazu obliczane sg cechy
koloruR, G,B,H, SiV

Kazdy punkt oznaczany jest
zgodnie z tym, do ktorego
klastra przyporzgdkowano

wektor jego cech

Wektory cech poddawane sg klasteryzacji
w przestrzeni 6. cech barwowych
(dla uproszczenia rysunek przedstawia
przestrzen tylko 3. cech)
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Proponowany algorytm

« Segmentacja obrazu i identyfikacja
obszarow wedlin

- progowanie jasnosci

- operacje morfologiczne
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Wyniki

* Opis procentowy udziatu sktadnikdw (pomiar powierzchni obszaréw)

« Ocena rozdrobnienia (cechy tekstury i topologii)
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Dyskusja | wnioski

« Metoda prawie automatyczna — udziat cztowieka polega na okresleniu
rodzaju obszaru

Opis ilosciowy umozliwia obiektywng ocene jakosci wedliny, proporcii
sktadnikéw oraz ich rozdrobnienia

« Zastosowanie w wedlinach srednio i grubo rozdrobnionych

« Potencjalne zastosowania w kontroli produkcji

' * Problem z oznaczeniem miejsc na granicy obszarow i brzegach plastrow

* W przysztych badaniach rozwaza sie zastosowanie segmentacji
nadzorowanej, po dodaniu informacji o rodzaju obszaru

, « Obliczenie cech tekstury i barwy w wyodrebnionych obszarach, znalezienie
@ korelacji pomiedzy tymi ceg:_hami a parametrami jakoSciowymi pozwoli
opracowac¢ metode kontroli jakosSci
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